
・ｎｍオーダーの局所観察，

分析に最適。

・ＥＥＬＳ検出器を搭載。

Ｌｉの局所的な分布も

確認可能。

・ＦＥＳＥＭ，ＦＩＢ-ＳＥＭ

との共通ホルダー搭載。

ＨＤ２３００（日立）

■大気非暴露ＳＴＥＭの特徴

・ＥＤＸ分析の結果、正極活物質の一部（表層部）にＺｒ，Ｃａの偏析が認められた。
また負極活物質内にＣｏの偏析が確認された。
・ＥＥＬＳマッピングでＬｉの分布を確認可能。

■放電状態正極のＳＴＥＭ/ＥＤＸ解析
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活物質 バインダ－

透過像 ＺＣ（コントラスト）像

特性Ｘ線マッピング偏析箇所の
ＥＤＸプロファイル

Ｃａ

Ｚｒ

Ｏ

Ｃ

ＥＥＬＳ分析位置（□部）
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トランスファーベッセル
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大気非暴露下で正極，負極の局所断面構造を解析。
ＥＥＬＳ分析によりＬｉの分布も確認可能。

大気非暴露下で正極，負極の局所断面構造を解析。
ＥＥＬＳ分析によりＬｉの分布も確認可能。

大気非暴露ＳＴＥＭを用いた正極，負極の局所構造解析

試料搭載部

ＥＥＬＳマッピング（Ｌｉ）

Ｃ Ｏ Ｆ

ＣｏＰ

６００ｎｍ

６００ｎｍ６００ｎｍ

透過像 ＺＣ（コントラスト）像

■放電状態正極のＳＴＥＭ/ＥＥＬＳ解析

Ｏ

Ｃ
ＣｏＦ

活物質膜の
ＥＤＸプロファイル

ＥＥＬＳスペクトル（Ｌｉ）

Ｌｉ

Ｐ

■放電状態負極のＳＴＥＭ/ＥＤＸ解析

活物質

特性Ｘ線マッピング
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強
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